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纳米技术 纳米材料电阻率的

接触式测量方法 通则

1 范围

  本标准规定了纳米材料电阻率的接触式测量方法,包括测量原理、仪器设备、测量条件、测量步骤、

影响因素等。

本标准中静态四探针法(A法)适用于纳米薄膜、纳米浆料和纳米粉体的电阻率测量;动态四探针

法(B法)、动态四线两电极法(C法)适用于纳米粉体电阻率的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32269 纳米科技 纳米物体的术语和定义 纳米颗粒、纳米纤维和纳米片

3 术语和定义

GB/T32269界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纳米材料 nanomaterial
任一外部维度、内部或表面结构处于纳米尺度的材料。

[GB/T30544.1—2014,定义2.4]

3.2
电阻率 resistivity

ρ
材料内部的电流电场强度和稳态电流密度之比,即单位体积内的体积电阻。

3.3
静态四探针法 staticfourprobemethod
纳米粉体材料预压成型,用四探针电阻率测量仪测量成型试样过程中,由于无持续施压,待测成型

试样的压实密度保持静止不变,测量该压实密度下的电阻率的方法。

3.4
动态四探针法 dynamicfourprobemethod
纳米粉体材料不需预压成型,用四探针电阻率测量仪测量过程中,由于持续加压,待测样的压实密

度不断变化,测量待测样在不同压实密度下的电阻率的方法。
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